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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE
DE QUALITE CONFORMEMENT A :

ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUAUTY GA 17
IN ACCORDANCE WITH :

GS : CECC 50 000
$S : CECC 90 100 (8/30.09.85)
FS : CECC 90 106

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
MICROSTRUCTURES LOGIQUES
SELON FS 90 106

DESSIN ET DIMENSIONS :
OUTUNE AND DIMENSIONS :

CEl 191-2 - Types 050 G 04 -~ 050 G 03 DETAIL SPECIFICATION FOR
IEC 191-2 - Types 050 G 04 - 050 G 03 DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS
IN ACCORDANCE WITH FS 90 108
IDENTIFICATION DES CONNEXIONS S4/74 01
NNEXI
TERMINAL CONNECTIONS 54/74 ALS 01U
V Voir Figure 1 CIRCUIT ET-NON A SORTIES COLLECTEUR OUVERT
See Figure 1 POSITNE NAND GATES WITH OPEN COLLECTOR
QUTPUTS

NOTE : Pour des encapsulations effectuées dans des | | TECHNOLOGIE DE FABRICATION :

boitiers différents de ceux indiqués ci-—dessus TYPICAL CONSTRUCTION :

voir S0 106

Circuit monolithique bipolaire av silicium, boitiers
NOTE : For alternstive packages see 90 106 avec ou sans cavité,

Silicon mondolithic bipolar integrated circuit,
cavity/non-cavily packages.

NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE :

ASSESSMENT LEVELS : P Y. L

1 -~ CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION
UMITING CONDITIONS OF USE

Voir 1 de la FS 90 106
See 1 of FS 90 106

2 - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

Yoir 2 de la FS S0 106
See 2 of FS 90 106

Se reporter A la Liste des Produits Homologuds CECC 00 200 en vigueur pour connaitre les fabricants
dont les composants conformes & cette spécification particulidre sont homologués.

information about manufacturers who have components qualitied to this detail specification is available in
the current CECC 00 200 : Qualitied Products Ust.
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CARACTCRISTIQUES PROPRES AU MODELE
CHARACTCRISTICS OF THE TYPE

- Fonction : CIRCUIT ET-NON A sortias collecteur ouvert
= Function : POSITIVE NAND-GATES with open collector outputs

- Brochage et schéma synoptique : selon Figure 1 ci-aprés
= Terminal identification and block-diugram : aee Figure 1
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- Courants et facteurs de charge (voir 2,7 de 90 106)
= Currents and load factors (see 2.7 of 90 106)

Facteur de charge de sortie

| s :
OLA 4 ™A Gutput road tactor 40

Facteur de charge d'antrée 1

i = -0, :
LA 0.1 mA inpul load factor

. _ A Facteur de charge d'entrée
HB inpit load factor
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4 VERIFICATION DE LA FONCTION LOGIQUE (selon sous-groupe A2 de SO 106)
VERIFICATION OF THE LOGIC FUNCTION (see sub-group A2 of 90 106)

- Conditions de charge : le facteur de charge peut 8tre compris entre 1 et 40 selon l'appareillage
ytilisé.
— load conditions ;: the load ftaclor shall be between 1 and 40 according to the type of test

equipment in use.

= Table de verification pour les moddles ALS 01 et ALS 01U : selon Tableau 1 ci~aprés.
O~ Truth table for the types ALS 01 and ALS 01U : see Table 1.

TABLEAU 1
TABLE 1
ENTREES soRTIE
- ouTPUT
I } o}
n n n
0 ] 1
(1] 1 1
1 o] 1
1 1 0
n=1-=4
-~ Séquence de tosts minimale - Pour les modéles ALS 01 et ALS 01U appliquer les combinaisons
suivantes :
- Minimum sequonce of lesis - For the types ALS 01 and ALS 01U the tollowing combinations
shall apply :

La séquence suivante prend en compte simultanément les pires cas de la vérification fonctionnelle et
los intoractions de toute nature (par exemple diaphonie). En cas de litige lors de l'application de la
Table de vérification fonclionnelle la séquence ci-aprés devra dtre utilisée comme réfdrence.

The following q takos simull sly inlo account all the worst cases of funclional

veritication and any internal interaclions (for example crosslalk). In case of conflici, when
applying the truth table the following sequence shall be used as relerence.

ENTREES/INPUTS SORTIES/OUTPUT S
Circuit |Circuit JCircuit |Circuit ]Circuit [Circuit |Circuit |Circuit

1 2 3 4 1 2 3 4
1] 0 0 1 1 1
1 0 o 1 1 1
o 0 0 1 o 1 1
o 0 1 0 1 1 [}

o ] 0 1 1 1 1 0

wmRoCUMENtS

Full document details: CECC 90106-017 ISSUE 10


http://www.avadocuments.com/doc/cecc-90106-017-issue-1-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-90106-017-issue-1-0

GA 17

CECC CECCx90%10b- OL7?7*ISSUEXL &5 EN 1374499 Qo45525 249 mm

- CECC 80 106-017 - Page 4 -

s CARACTERISTIQUES STATIQUES A 25 °C (selon sous-groupe A3 de S0 106) ET A Tyn, max. ET
Tamp Mmin. (selon sous—groupes Ada et A4b de S0 106)

STATIC CHARACTERISTICS AT 25 °C (see sub-group A3 of 90 106) AND AT Tgmp max. AND
Tamp min. (see sub-groups A4a and A4b of 90 106)
Essais & effectuer et sanctions correspondantes selon Tableav 2 ci-aprés,
Tests to be performad and corresponding limits : see Table 2.
TABLEAU 2
TABLE 2
CONDITIONS SUR LES ENTREES CONDITIONS
PARAMETRES SANCTIONS INPUT CONDITIONS SUR LES
ENTREE SORTIES
MESUREE AUTRES ENTREES
PARAMETERS UMms ouTPUT Ve
INPUT OTHER INPUTS CONDITIONS
UNDER TEST
VoLa 0,4V 2v 4mA | 45V
Une 4 0,8 VY, les avtres &4 2 V
A v 4,5V
foHA 0.1m One at 0,8 V the others at 2 V 5.5 '
- Vika 1,8V -~ 18 mA ov N.C 4,5V
= hLa 0,1 mA 0,4V 5,5V N.C 5,5V
HHA 0,1 mA 7,0V ov N.C 5,5V
KB 20 pA 2,7V ov N.C 55V
leCHA ALS 01 0.8 mA oV N.C 55V
ALS OtV 0,85 mA
Al o1 . A
oot o8 22 m 55V NC |55V
ALS 01U 3 mA
N.C. : Non connectées - No! connected
Documents
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6 CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES A 25 “C (selon 3 et sous—groupe A5 de 90 106) ET A Tamb Max.
ET Tamp min. (selon 3 et sous—groupes Cl1a et C11b de 90 106)
DYNAMIC CHARACTERISTICS AT 25 *C (se¢e 3 and sub-group A5 of 90 106} AND AT ramb
max. AND Tgps min. (see 8 and sub-groups Clla and C17b of 80 706)

Temps de propagation : circuit de charge B
Propagalion tmes @ load circuit B

Sanctions en ns

Limits in ns
Tamb "I

M::jégs PARAMETRES 25 °C 74 ALS 54 ALS
TYPE PARAMETERS max, min. | max. | min. { max.

ALS 01 tpLH 30 5 31 5 32
tpHL 27 4 28 4 29

ALS 01U tpLH 53 23 54 23 66
tPHL 27 4 28 4 39

7 CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES COMPLEMENTAIRES A 25 °C (selon sous—groupe C15 de 90 106)
ADDITIONAL DYNAMIC CHARACTERISTICS AT 25 °C (see sub-group C15 of 90 106)

Non applicable - Nol applicable

8 - ESSAIS FONCTIONNELS ET ELECTRIQUES SPECIAUX
(Essais & eHectuer dans un sous-groupe supplémentaire avec les mémes exigences qu'en sous—
groupe C14 de 90 106) .
SPECIAL ELECTRICAL AND FUNCTIONAL TESTS
(Test to be performed in an additional sub-group with inspection requirements as in sub-
group C14 of 90 106)

Non applicable ~ No! applicable

9 Marquage du composant - Identification & la commande
Marking of component - Ordering information

Voir 2.5 et 2.6 de la CECC 90 000.
See 2,5 and 2.8 of CECC 90 000.
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